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PROGRAMA  

 
 Principios físicos de funcionamiento del microscopio de fuerza atómica (AFM). 

Descripción de los componentes del microscopio. Medida de las interacciones 
punta-muestra. Curvas de fuerza. Descripción de los diferentes modos de 
operación en AFM: Modo contacto (C-AFM). Modo no-contacto (NC-AFM). Modo 

intermitente (TM-AFM). Ventajas y desventajas del empleo de cada uno de 
ellos.  

 
 Descripción de los aspectos prácticos para la caracterización de superficies por 

AFM. Preparación de la muestra. Características de los sustratos. 

Características técnicas de los cantilever y las puntas. Existencia de artefactos 
o errores de observación.  Procedimientos para manipular las puntas. 

Funcionalización de las puntas. Calibración.  
 

 Fundamentos de técnicas derivadas de AFM: Microscopía de detección de fase 

(PDM). Microscopía de fuerzas mágneticas (MFM). Microscopía de fuerzas 
electrostáticas (EFM). Microscopía de fuerza atómica con sonda kelvin (KPFM).  

 
 Aplicaciones de AFM para la caracterización de materiales de diversas índoles: 

metálicos, biológicos, poliméricos, etc.   
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